Рекомендуемые темы рефератов:

1. Устройство световых микроскопов.

2. Подготовка к работе прямого микроскопа проходящего света. Настройка осветительной системы по методу Кёллера.
3. Подготовка к работе прямого микроскопа отражённого света. Настройка осветительной системы по методу Кёллера.

4. Физические принципы контрастирования. Окрашивание препаратов.

5. Исследование методами белого и тёмного поля в проходящем и отражённом свете.

6. Методы контрастирования. Исследование объектов методами поляризационного контраста.

7. Методы контрастирования. Исследование объектов методами DIC.

8. Настройка оптико-электронных блоков системы анализа изображений (САИ).

9. Структура программного обеспечения (САИ). Измерение микрообъектов программным обеспечением САИ.

10. Люминесцентная микроскопия. Настройка люминесцентного микроскопа. Методы работы с люминесцентным микроскопом. Исследование объектов методами люминесцентной микроскопии.

11. Устройство и принцип работы растрового электронного микроскопа (РЭМ).

12. Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ).

13. Устройство и принцип работы лазерного сканирующего микроскопа (ЛСМ).

